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#3307
Microscopia

ANALISIS MORFOLOGICO Y ESTRUCTURAL DE MATERIALES

DESCRIPCION

La Microscopia Optica, Electrénica (SEM, TEM) y de Fuerza Atémica
(AFM) pueden emplearse para estudiar la microestructura,
morfologia, tamanos de particulas y presencia de defectos en los
materiales a escala micrométrica y nanométrica.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

e Microscopio Optico Karl Zeiss, modo reflexién, transmisién y
polarizacion, con platina calefactora (Mettler)

e Microscopio Electréonico de Barrido SEM JEOL EVO 40-XVP
acoplado con detector para Microanalisis Dispersivo de R-x (EDS)

® Microscopio Electrénico de Transmision (TEM) Jeol 100CX

e Microscopio de Fuerza Atémica (AFM) Nanoscope (Digital
Instruments)

VENTAJAS

Ademas de las imdgenes de alta resolucidn, estas técnicas analiticas
pueden proporcionar informacion valiosa para actividadesde | + Dy
el anélisis de las fallas de los materiales.

APLICACIONES

Nanoparticulas | Peliculas poliméricas delgadas y laminados
multicapas | Recubrimientos | Compuestos y nanocompuestos |
Huecos, grietas y defectos | Estructura cristalina.
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